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摘要(译)

一种检查探针，在对数据线(22)的引出部(24)压接基板(210)时，在与数
据线(22)的引出方向交叉的方向具有给定长度，并且在数据线(22)的引出
方向具有给定间隔，设置多个布线部(300)。在布线部(300)中以给定间隔
设置接触部(350)。接触部(350)在数据线(22)的引出部(24)中，在布线部
(300)与数据线(22)交叉的状态下，从数据线(22)上压接时，与每隔给定
间隔的数据线(22)接触，取得数据线(22)和布线部(300)的导通。
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